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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4: Techniques d’essai et de mesure -

Section 11: Essais d’'immunité aux creux de tension,
coupures breves et variations de tension

AVANT-PROPOS

DIS Rapport de vote

77B(BC)17 77B(BC)20

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Les annexes B et C sont données uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -
Part 4: Testing and measuring techniques -

Section 11: Voltage dips,
short interruptions and voltage variations immunity tests

FOREWORD

addition to other activities, the IEC publishes International Standards. T ej
commlttees any IEC National Committee interested in the subject dea)

. It has the status of a Basic EMC Publication in

DIS Report on voting

77B(CO)17 77B(C0O)20

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting
indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annexes B and C are for information only.
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INTRODUCTION

La présente section de la partie 4 appartient a la série des normes CEl 1000, Compatibilité
électromagnétique (CEM), selon la structure suivante:
Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement
Description de I'environnement

Classification de I'environnement

Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites
Limites d’émission
Limites d'immunité (dans la mesure ou ell
comités de produit)

ge la responsabilité des

Partie 4: Techniques d’essais et
Techniques de mesure

Techniques d’essai

Partie 5: Directivesd’ins

Directives d'jn

Méthois d’
Partie 9: Diver,

La présente partié est une norme internationale qui donne les prescriptions d'immunité et les pro-
cédures d’essais relatives aux creux de tension, coupures bréves et variations de tension.
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INTRODUCTION

This section of part 4 belongs to the IEC 1000 series, Electromagnetic compatibility (EMC),
according to the following structure:
Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)

Definitions, terminology

Part 2: Environment
Description of the environment
Classification of the environment

Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall ity of the product

committees)
Part 4: Testing and measurement techrique
Measurement techniques

Testing techniques

Part 5: Installation and miti

Installation guideline

Mitigation mezod
Part 9: Miscellan

related to voltage dips, Short interruptions and voltage variations.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure -

Section 11: Essais d’'immunité aux creux de tension,
coupures breves et variations de tension

1 Domaine d’'application

La présente section de la CEl 1000-4 a pour but de définir les méthodes d’essai d’immunité et les
gammes des niveaux d'essais conseillées pour les matériels électriques “et électroniques
connectés aux réseaux basse tension, en ce qui concerne les creux/de tension\les coupures
bréves et les variations de tension.

matériels électriques et électroniques
bréves et des variations de tension.

Les documents nor|

est faite, constitu
Au moment *qt, i
sujet a révision et

CEIl 1000-4 son

CEI 1000-2-1: 1990, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 2: Environnement - Section 1:
Description de I'environnement - Environnement électromagnétique pour les perturbations condui-
tes basse fréquence et la transmission de signaux sur les réseaux publics d’alimentation

CEI 1000-2-2: 1990, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 2: Environnement - Section 2:
Niveaux de compatibilité pour les perturbations conduites basse fréquence et la transmission de
signaux sur les réseaux publics d’alimentation a basse tension

CEIl 1000-4-1: 1992, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4: Techniques d'essai et de
mesure - Section 1: Vue d’ensemble sur les essais d'immunité - Publication fondamentale en CEM
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4: Testing and measuring techniques -

Section 11: Voltage dips,
short interruptions and voltage variations immunity tests

1 Scope

This section of IEC 1000-4 defines the immunity test methods and range of preferred test levels for
electrical and electronic equipment connected to low-voltage power supply net ‘
dips, short interruptions, and voltage variations.

, s!or interruptions, and voltage

trical and electronic equipment when subje
variations.

2 Normative references

constitute provisions of th
were valid. All nor
this section of IEC 1800-4

IEC 68-1: 1988 i al testing - Part 1: General and guidance

IEC 1000-2-1: 1990, “Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 1:
Description of the environment - Electromagnetic environment for low-frequency conducted
disturbances and signalling in public power supply systems

IEC 1000-2-2: 1990, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 2:
Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage
power supply systems

IEC 1000-4-1, 1992, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement
techniques - Section 1: Overview of immunity tests - Basic EMC publication





